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(57)【要約】
【課題】発電特性の低下をより効率的に抑制する。
【解決手段】太陽光発電モジュール２１Ａは、受光した
光に応じて発電し、直列に接続される複数のセル１０と
、外部からの操作に応じてセル１０それぞれをバイパス
する複数のバイパススイッチ２３とを備えて構成される
。また、検査対象となるセル１０が順次選択され、選択
されたセル１０を、そのセル１０に対応するバイパスス
イッチ２３によりバイパスさせ、出力される電圧および
電流に基づいてバイパスされたセル１０が正常であるか
否かが判定され、正常でないと判定されたセル１０が記
録される。本発明は、例えば、セルが直列に接続された
太陽光発電モジュールに適用できる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受光した光に応じて発電し、直列に接続される複数のセルと、
　外部からの動作に応じて前記セルそれぞれをバイパスする複数のバイパス部と
　を備える太陽光発電モジュール。
【請求項２】
　前記バイパス部は、前記セルごとに配置されている
　請求項１に記載の太陽光発電モジュール。
【請求項３】
　前記バイパス部は、隣り合う２個の前記セルを選択的にバイパスすることができるよう
に、少なくとも２個の前記セルごとに配置されている
　請求項１に記載の太陽光発電モジュール。
【請求項４】
　前記バイパス部は、前記セルが封入されたパネルの外部から近接される磁石によって開
閉する接点を有するスイッチにより構成される
　請求項１に記載の太陽光発電モジュール。
【請求項５】
　前記セルが封入されたパネルには、前記スイッチが配置されている位置を示すマークが
表示されている
　請求項１に記載の太陽光発電モジュール。
【請求項６】
　前記太陽光発電モジュールから出力される電力の電圧を測定する電圧測定部と、
　前記太陽光発電モジュールから出力される電力の電流を測定する電流測定部と、
　前記電圧および電流を監視し、前記バイパス部によるバイパスを制御する制御部と
　をさらに備え、
　前記制御部は、検査対象となる前記セルを順次選択し、選択された前記セルを、そのセ
ルに対応する前記バイパス部によりバイパスさせ、前記電圧および電流に基づいてバイパ
スされた前記セルが正常であるか否かを判定し、正常でないと判定された前記セルを記録
する
　請求項１に記載の太陽光発電モジュール。
【請求項７】
　前記制御部は、正常でないと判定された前記セルの履歴を参照し、そのセルをバイパス
するタイミングを設定する
　請求項６に記載の太陽光発電モジュール。
【請求項８】
　　受光した光に応じて発電し、直列に接続される複数のセルと、外部からの動作に応じ
て前記セルそれぞれをバイパスする複数のバイパス部とを有する太陽光発電モジュールと
、
　　前記太陽光発電モジュールから出力される電力の電圧を測定する電圧測定部と、
　　前記太陽光発電モジュールから出力される電力の電流を測定する電流測定部と、
　　前記電圧および電流を監視し、前記バイパス部によるバイパスを制御する制御部と
　を備える太陽光発電モジュール自動検査システムの検査方法において、
　検査対象となる前記セルを順次選択し、
　選択された前記セルを、そのセルに対応する前記バイパス部によりバイパスさせ、
　前記電圧および電流に基づいてバイパスされた前記セルが正常であるか否かを判定し、
　正常でないと判定された前記セルを記録する
　ステップを含む検査方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、太陽光発電モジュールおよび検査方法に関し、特に、発電特性の低下をより
効率的に抑制することができるようにした太陽光発電モジュールおよび検査方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、太陽光発電装置は、太陽光を受光して発電する複数のセル（太陽電池素子）
が接続された太陽光発電モジュールを備えて構成される。
【０００３】
　図１は、一般的なセルの構成例を示す図である。図１Ａには、セル１０の平面図および
正面図が示されており、図１Ｂには、配線が接続された状態におけるセル１０の側面図が
示されている。
【０００４】
　図１に示すように、セル１０は、２本のプラス電極１１－１および１１－２が表面に設
けられ、２本のマイナス電極１２－１および１２－２が裏面に設けられている。なお、以
下適宜、プラス電極１１－１および１１－２を区別する必要がない場合、プラス電極１１
と称し、マイナス電極１２－１および１２－２を区別する必要がない場合、マイナス電極
１２と称する。
【０００５】
　セル１０のプラス電極１１は、配線１３－１を介して、他のセル１０のマイナス電極１
２（図示せず）に接続され、セル１０のマイナス電極１２は、配線１３－２を介して、他
のセル１０のプラス電極１１（図示せず）に接続される。
【０００６】
　一般的に、一つのセル１０の起電力は0.5Ｖ程度であり、この電圧では商用電圧に変換
することは困難である。そこで、太陽光発電モジュールは、複数のセル１０が電気的に直
列に接続された構成とすることにより、商用電圧に変換するのに効率の良い180～360Ｖ程
度まで高電圧化された電力を出力することができる。従って、このような高電圧を得るこ
とができるように、通常、数百個のセル１０が直列に接続されて太陽光発電モジュールが
構成される。
【０００７】
　ここで、数百個のセル１０を直列に接続するということは、それらのセル１０のうち一
つでも不具合のあるセル１０が発生すると、そのセル１０において電流が遮断されてしま
い、他のセル１０により発電された電力を出力することが困難となる。そのため、従来、
20～100個のセル１０が直列に接続されて構成される太陽光発電モジュールごとに、バイ
パスダイオードを設けることで、不具合の発生したセル１０を有する太陽光発電モジュー
ルがバイパスされるように構成される。
【０００８】
　図２は、従来の太陽光発電モジュールの構成例を示す図である。
【０００９】
　図２に示されている太陽光発電モジュール２１は、２０個のセル１０－１乃至１０－２
０、およびバイパスダイオード２２を備えて構成されている。
【００１０】
　太陽光発電モジュール２１では、セル１０－１のプラス電極がバイパスダイオード２２
のカソードに接続され、セル１０－１のマイナス電極がセル１０－２のプラス電極に接続
され、セル１０－２のマイナス電極がセル１０－３のプラス電極に接続される。そして、
以下、同様に、セル１０－２０まで電気的に直列に接続され、セル１０－２０のマイナス
電極がバイパスダイオード２２のアノードに接続される。
【００１１】
　例えば、太陽光が雲や建造物などにより遮光され、太陽光発電モジュール２１の一部分
に影が発生すると、その陰の影響により、直列に接続されたセル１０－１乃至１０－２０
の出力が低下する。このとき、バイパスダイオード２２により太陽光発電モジュール２１
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がバイパスされ、その太陽光発電モジュール２１の出力のみが低下し、太陽光発電装置全
体として大きく出力が低下することを回避することができる。
【００１２】
　また、例えば、特許文献１には、日照状態が悪くて発電していないセルをバイパスする
手段として、MOS-FET（Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor）を使用し
た太陽光発電モジュールが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開２０００－１７４３０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　上述したように、従来の太陽光発電装置は、太陽光発電モジュールごとにバイパスダイ
オードが設けられており、一部のセルに不具合が発生した場合には、そのセルを有する太
陽光発電モジュール単位でバイパスされる。そのため、その太陽光発電モジュールにおい
て不具合の発生していないセルで発電された電力も出力されないことになり、効率が悪か
った。
【００１５】
　一般的に、太陽光発電モジュールを構成する複数のセルは密封された構造となっており
、施工後に外部から不具合の発生したセルのみをバイパスさせて、太陽光発電モジュール
全体として出力が低下することを回避することは困難であった。
【００１６】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、発電特性の低下をより効率的
に抑制することができるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明の一側面の太陽光発電モジュールは、受光した光に応じて発電し、直列に接続さ
れる複数のセルと、外部からの動作に応じて前記セルそれぞれをバイパスする複数のバイ
パス部とを備える。
【００１８】
　本発明の一側面の検査方法は、受光した光に応じて発電し、直列に接続される複数のセ
ルと、外部からの動作に応じて前記セルそれぞれをバイパスする複数のバイパス部とを有
する太陽光発電モジュールと、前記太陽光発電モジュールから出力される電力の電圧を測
定する電圧測定部と、前記太陽光発電モジュールから出力される電力の電流を測定する電
流測定部と、前記電圧および電流を監視し、前記バイパス部によるバイパスを制御する制
御部とを備える太陽光発電モジュール自動検査システムの検査方法において、検査対象と
なる前記セルを順次選択し、選択された前記セルを、そのセルに対応する前記バイパス部
によりバイパスさせ、前記電圧および電流に基づいてバイパスされた前記セルが正常であ
るか否かを判定し、正常でないと判定された前記セルを記録するステップを含む。
【００１９】
　本発明の一側面においては、受光した光に応じて発電し、直列に接続される複数のセル
が、外部からの動作に応じてバイパスする複数のバイパス部によりそれぞれバイパスされ
る。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の一側面によれば、発電特性の低下をより効率的に抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】一般的なセルの構成例を示す図である。
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【図２】従来の太陽光発電モジュールの構成例を示す図である。
【図３】本発明を適用した太陽光発電モジュールの第１の実施の形態の構成例を示す図で
ある。
【図４】バイパススイッチの構成例を示す図である。
【図５】バイパススイッチの変形例を示す図である。
【図６】太陽光発電モジュールの第２の実施の形態の構成例を示す図である。
【図７】太陽光発電モジュールの第３の実施の形態の構成例を示す図である。
【図８】太陽光発電モジュールの外観を示す図である。
【図９】バイパススイッチを駆動する駆動回路の配線図である。
【図１０】太陽光発電モジュールの第４の実施の形態の構成例を示す図である。
【図１１】太陽光発電モジュールの自動検査システムの構成例を示すブロック図である。
【図１２】太陽光発電モジュールを検査する処理を説明するフローチャートである。
【図１３】太陽光発電モジュールを最適に制御するための設定を行う処理を説明するフロ
ーチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明を適用した具体的な実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明
する。
【００２３】
　図３は、本発明を適用した太陽光発電モジュールの第１の実施の形態の構成例を示す図
である。
【００２４】
　図３に示すように、太陽光発電モジュール２１Ａは、２０個のセル１０－１乃至１０－
２０が直列に接続され、その両端にバイパスダイオード２２が接続されている点で、図２
の太陽光発電モジュール２１と同様に構成されている。但し、太陽光発電モジュール２１
Ａは、セル１０－１乃至１０－２０それぞれに対応するバイパススイッチ２３－１乃至２
３－２０を備える点で、図２の太陽光発電モジュール２１と異なる構成となっている。
【００２５】
　即ち、太陽光発電モジュール２１Ａでは、バイパススイッチ２３－１が、セル１０－１
のプラス電極とマイナス電極との間を開閉可能なように配置される。また、バイパススイ
ッチ２３－２が、セル１０－２のプラス電極とマイナス電極との間を開閉可能なように配
置されており、以下、同様に、バイパススイッチ２３－２０が、セル１０－２０のプラス
電極とマイナス電極との間を開閉可能なように配置されている。
【００２６】
　セル１０－１乃至１０－２０およびバイパススイッチ２３－１乃至２３－２０は、太陽
光発電モジュール２１Ａの筐体の内部に封入されており、バイパススイッチ２３－１乃至
２３－２０は、その筐体の外部からの磁力によって接点が接続される構造となっている。
例えば、太陽光発電モジュール２１Ａでは、バイパススイッチ２３－１乃至２３－２０そ
れぞれに外部から磁石を近接させる操作をユーザが行うことで、セル１０－１乃至１０－
２０のプラス電極とマイナス電極とが個別に短絡されるように構成されている。ここで、
バイパススイッチ２３－１乃至２３－２０のそれぞれ区別する必要がない場合、以下、適
宜、バイパススイッチ２３と称する。
【００２７】
　このように、太陽光発電モジュール２１Ａは、いずれかのセル１０に不具合が発生した
場合、そのセル１０に対応するバイパススイッチ２３にユーザが外部から磁石を近接させ
ることで、不具合が発生したセル１０をバイパスさせることができる。これにより、不具
合が発生したセル１０を迂回して、他のセル１０により発電された電力を太陽光発電モジ
ュール２１Ａから出力することができ、太陽光発電モジュール２１Ａ全体の出力が低下す
ることを回避することができる。即ち、太陽光発電モジュール２１Ａの発電特性の低下を
抑制することができる。
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【００２８】
　次に、バイパススイッチ２３の構成について説明する。
【００２９】
　バイパススイッチ２３としては、一般的な磁気近接スイッチを使用してもよいが、太陽
光発電モジュール２１Ａの内部にバイパススイッチ２３を配置することを考慮すると、バ
イパススイッチ２３の高さは、可能な限りセル１０と同程度にすることが望ましい。即ち
、バイパススイッチ２３の高さは数ｍｍ以内の低背タイプのものが望ましい。一方、バイ
パススイッチ２３の面積に対しての自由度は大きいことから、近接される磁石に引き付け
られる磁性体（鉄やニッケルなど）の接点は大きくすることができる。従って、磁性体を
大きくすることで、バイパススイッチ２３は、強力な磁石を使用することなく動作するこ
とができる。
【００３０】
　図４は、バイパススイッチ２３の構成例を示す図である。図４Ａには、開放状態のバイ
パススイッチ２３が示されており、図４Ｂには、接続状態のバイパススイッチ２３が示さ
れている。
【００３１】
　図４に示すように、バイパススイッチ２３は、コイルばね３１、固定接触部３２－１お
よび３２－２、可動接触部３３－１および３３－２、並びに、磁性部材３４を備えて構成
される。
【００３２】
　また、バイパススイッチ２３は、セル１０を封入する筐体として太陽光発電モジュール
２１Ａの背面側に配置されるバックシート４１の内壁面に固定される。即ち、バックシー
ト４１に対して固定接触部３２－１および３２－２が固定されるとともに、コイルばね３
１の一端が、固定接触部３２－１と３２－２との間に固定される。また、コイルばね３１
の他端には磁性部材３４が取り付けられており、磁性部材３４の両端近傍には、可動接触
部３３－１および３３－２が固定されている。そして、可動接触部３３－１および３３－
２は、固定接触部３２－１および３２－２に向かい合うように磁性部材３４の両端近傍に
配置される。
【００３３】
　固定接触部３２－１には、例えば、セル１０のプラス端子に接続される配線４２－１が
電気的に接続されており、固定接触部３２－２には、例えば、セル１０のマイナス端子に
接続される配線４２－２が電気的に接続されている。磁性部材３４は、鉄などの磁力に反
応する材質で構成されるとともに、バックシート４１は、樹脂やガラスなどの磁力を遮ら
ない材質により構成される。
【００３４】
　このようにバイパススイッチ２３は構成されており、通常の状態（外部からの操作が行
われない状態）では、図４Ａに示すように、コイルばね３１の付勢力によって固定接触部
３２－１および３２－２と可動接触部３３－１および３３－２とが接触しない状態を維持
しており、バイパススイッチ２３は開放状態とされる。
【００３５】
　そして、図４Ｂに示すように、太陽光発電モジュール２１Ａの外側から、バイパススイ
ッチ２３が配置されている箇所のバックシート４１の外壁面に、ユーザが磁石４３を近接
させると、磁石４３の磁力により磁性部材３４が引き寄せられる。これにより、固定接触
部３２－１および３２－２と可動接触部３３－１および３３－２とが接触する状態となっ
て磁性部材３４を介して電流を流すことが可能となり、バイパススイッチ２３は接続状態
とされる。
【００３６】
　このように磁石４３を近接させてバイパススイッチ２３を接続状態とすることにより、
セル１０のプラス端子とマイナス端子とを短絡することができる。これにより、例えば、
不具合が発生したセル１０に対応するバイパススイッチ２３を接続状態とすることで、そ



(7) JP 2012-138518 A 2012.7.19

10

20

30

40

50

のセル１０をバイパスして、太陽光発電モジュール２１Ａ全体から出力が行われなくなる
ことを回避することができる。
【００３７】
　即ち、太陽光発電モジュール２１Ａでは、バイパススイッチ２３が筐体に封入された状
態で施工された後であっても、外部からバイパススイッチ２３に対する操作を行うことが
でき、不具合が発生したセル１０をバイパスすることができ、そのメンテナンスを行うこ
とができる。即ち、通常、太陽光発電モジュールは、樹脂などで含浸処理されるため、完
成後はセル単位での補充は困難であり太陽光発電モジュール全体を交換する必要があった
のに対し、太陽光発電モジュール２１Ａでは、セル１０ごとにメンテナンスを行うことで
全体を交換することが回避される。従って、太陽光発電モジュール２１Ａを建材用に使用
した場合でも、施工後に不具合が発生した場合のリスクを最小限に軽減することができる
。
【００３８】
　また、バイパススイッチ２３では、付勢手段としてコイルばね３１のような単純な部品
を採用することにより、シンプルな構造かつ低コストで構成することができる。なお、付
勢手段として、コイルばね３１以外の部品を採用してもよい。
【００３９】
　即ち、図５には、バイパススイッチ２３の変形例が示されている。図５Ａには、開放状
態のバイパススイッチ２３’が示されており、図５Ｂには、接続状態のバイパススイッチ
２３’が示されている。
【００４０】
　図５に示すように、バイパススイッチ２３’は、板ばね３５、固定接触部３２’、可動
接触部３３’、および磁性部材３４’を備えて構成される。即ち、バイパススイッチ２３
’では、図４のバイパススイッチ２３のコイルばね３１に替えて、板ばね３５が使用され
る。
【００４１】
　固定接触部３２’には、例えば、セル１０のプラス端子に接続される配線４２－１が電
気的に接続されており、板ばね３５の一端には、例えば、セル１０のマイナス端子に接続
される配線４２－２が電気的に接続されている。また、板ばね３５の他端には、可動接触
部３３’および磁性部材３４’が取り付けられている。
【００４２】
　バイパススイッチ２３’では、通常の状態では、図５Ａに示すように、板ばね３５の付
勢力によって固定接触部３２’と可動接触部３３’とが接触しない状態が維持され、バイ
パススイッチ２３’は開放状態とされる。そして、図５Ｂに示すように、ユーザが磁石４
３を近接させると、磁石４３の磁力により磁性部材３４’が引き寄せられ、固定接触部３
２’と可動接触部３３’とが接触する状態となって板ばね３５を介して電流を流すことが
可能となり、バイパススイッチ２３’が接続状態とされる。
【００４３】
　なお、図４および図５では、太陽光発電モジュール２１Ａの背面側からバックシート４
１を介してバイパススイッチ２３および２３’に対する操作を行うような構成となってい
るが、太陽光発電モジュール２１Ａの表面からバイパススイッチ２３に対する操作を行う
ような構成とすることができる。
【００４４】
　ここで、図３に示した太陽光発電モジュール２１Ａのように、太陽光発電モジュール２
１Ａを構成する全てのセル１０－１乃至１０－２０に対してバイパススイッチ２３－１乃
至２３－２０が備えられる構成が理想的である。しかしながら、内部の配線が煩雑になる
ことや、製作コストの低減、製作時における作業性の向上などの観点から、太陽光発電モ
ジュール２１Ａの構成を簡略化することが望ましい。
【００４５】
　次に、図６は、太陽光発電モジュールの第２の実施の形態の構成例を示す図である。
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【００４６】
　図６に示されている太陽光発電モジュール２１Ｂは、２０個のセル１０’－１乃至１０
’－２０が直列に接続され、その両端にバイパスダイオード２２が接続されており、１６
個のバイパススイッチ２３－１乃至２３－１６を備えて構成される。また、太陽光発電モ
ジュール２１Ｂで使用されているセル１０’は、一方の側面近傍にプラス電極が配置され
、他方の側面近傍にマイナス電極が配置されるように構成されている。
【００４７】
　太陽光発電モジュール２１Ｂでは、セル１０’－１のマイナス電極とセル１０’－２の
プラス電極とが接続される一方、セル１０’－１のプラス電極とセル１０’－２のマイナ
ス電極との間にバイパススイッチ２３－１が配置される。また、セル１０’－２のマイナ
ス電極とセル１０’－３のプラス電極とが接続される一方、セル１０’－２のプラス電極
とセル１０’－３のマイナス電極との間にバイパススイッチ２３－２が配置される。以下
、同様に、太陽光発電モジュール２１Ｂでは、セル１０’のプラス電極と、隣接するセル
１０’のマイナス電極との接続において、交互にバイパススイッチ２３が配置される。
【００４８】
　このように太陽光発電モジュール２１Ｂは構成されており、いずれかのセル１０’に不
具合が発生した場合、そのセル１０’の両側のいずれか一方のバイパススイッチ２３を接
続状態とすることで、不具合の発生したセル１０’をバイパスすることができる。その際
、不具合の発生したセル１０’に隣接する、接続状態としたバイパススイッチ２３側のセ
ル１０’もバイパスされる。即ち、太陽光発電モジュール２１Ｂでは、２つのセル１０’
単位でバイパスされる。なお、不具合の発生したセル１０’に対してどちら側のバイパス
スイッチ２３を接続状態とするかは、任意に選択することができる。
【００４９】
　このように、太陽光発電モジュール２１Ｂでは、２つのセル１０’単位でバイパス可能
なようにバイパススイッチ２３が配置されて構成される。これにより、太陽光発電モジュ
ール２１Ｂでは、太陽光発電モジュール２１Ａよりも、配線をシンプルに構成することが
できるとともに、バイパススイッチ２３の個数を２０個から１６個に削減することができ
る。
【００５０】
　次に、図７は、太陽光発電モジュールの第３の実施の形態の構成例を示す図である。
【００５１】
　図７に示されている太陽光発電モジュール２１Ｃは、２０個のセル１０’－１乃至１０
’－２０が直列に接続され、その両端にバイパスダイオード２２が接続されている点で、
図６の太陽光発電モジュール２１Ｂと同様に構成されている。但し、太陽光発電モジュー
ル２１Ｃは、１０個のバイパススイッチ２３－１乃至２３－１０を備えており、バイパス
スイッチ２３－１乃至２３－１０の接続構成が図６の太陽光発電モジュール２１Ｂと異な
っている。
【００５２】
　即ち、太陽光発電モジュール２１Ｃでは、セル１０’－１のマイナス電極とセル１０’
－２のプラス電極とが接続される一方、セル１０’－１のプラス電極とセル１０’－２の
マイナス電極との間にバイパススイッチ２３－１が配置される。また、セル１０’－２の
マイナス電極とセル１０’－３のプラス電極とが接続される。ここで、セル１０’－２の
プラス電極とセル１０’－３のマイナス電極とは接続されない。
【００５３】
　そして、太陽光発電モジュール２１Ｃでは、セル１０’－３のマイナス電極とセル１０
’－４のプラス電極とが接続される一方、セル１０’－３のプラス電極とセル１０’－４
のマイナス電極との間にバイパススイッチ２３－２が配置される。以下、同様に、太陽光
発電モジュール２１Ｃでは、隣り合う一組のセル１０’ごとにバイパススイッチ２３が配
置される。
【００５４】
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　このように太陽光発電モジュール２１Ｃは構成されており、いずれかのセル１０’に不
具合が発生した場合、そのセル１０’と隣接するセル１０’との間のバイパススイッチ２
３を接続状態とすることで、不具合の発生したセル１０’をバイパスすることができる。
その際、不具合の発生したセル１０’に隣接するセル１０’もバイパスされる。即ち、太
陽光発電モジュール２１Ｃは、バイパスされるセル１０’の組み合わせが重複することな
く、あるセル１０’に不具合が発生した場合、そのセル１０’とともにバイパスされるセ
ル１０’が予め決められた構成となっている。
【００５５】
　このように、太陽光発電モジュール２１Ｃでは、２つのセル１０’単位でバイパス可能
なようにバイパススイッチ２３が配置されて構成される。これにより、太陽光発電モジュ
ール２１Ｃでは、太陽光発電モジュール２１Ａよりも、配線をシンプルに構成することが
できるとともに、バイパススイッチ２３の個数を２０個から１０個に削減することができ
る。なお、バイパスするセル１０’の設定は、１個ごとまたは複数個（２個以上でも可）
ごとなど自由に設計可能であり、用途やコストに応じて使い分けることができる。
【００５６】
　次に、図８を参照して、太陽光発電モジュール２１Ａを実際に使用する場合において、
メンテナンスを実施する例について説明する。図８Ａには、太陽光発電モジュール２１Ａ
の表面が示されており、図８Ｂには、太陽光発電モジュール２１Ａの裏面が示されている
。
【００５７】
　太陽光発電モジュール２１Ａの表面は、ガラスやアクリル樹脂などの透明な板材からな
るフロントシート４４により覆われ、太陽光発電モジュール２１Ａの裏面は、図４および
図５を参照して説明したようなバックシート４１により覆われている。また、太陽光発電
モジュール２１Ａの側面は、図示しない部材により囲われており、セル１０－１乃至１０
－２０は太陽光発電モジュール２１Ａの筐体内部に封入されている。
【００５８】
　また、太陽光発電モジュール２１Ａは、図３に示したように、セル１０－１乃至１０－
２０それぞれに対応するバイパススイッチ２３－１乃至２３－２０を備えている。そして
、バックシート４１には、太陽光発電モジュール２１Ａの内部に配置されているバイパス
スイッチ２３－１乃至２３－２０に対応する箇所に、マーキング２４－１乃至２４－２０
が標記されている。
【００５９】
　例えば、ユーザは、検査しようとする太陽光発電モジュール２１Ａの出力電圧および出
力電流をモニタしながら、マーキング２４－１乃至２４－２０に対して永久磁石を順次近
接させる。そして、正常なセル１０に対応するバイパススイッチ２３のマーキング２４に
対して永久磁石を近接させ、そのセル１０をバイパスさせる操作をした場合、そのセル１
０により発電されている電力量に応じて、太陽光発電モジュール２１Ａの出力電圧および
出力電流が減少する。これに対し、不具合が発生したセル１０に対応するバイパススイッ
チ２３のマーキング２４に対して永久磁石を近接させ、そのセル１０をバイパスさせる操
作をした場合、不具合が発生したセル１０による電流の遮断が回避され、太陽光発電モジ
ュール２１Ａの出力電流が増加する。
【００６０】
　このように出力電流が増加することにより、ユーザは、セル１０の出力電流が増加した
ときに操作の対象となったセル１０に不具合が発生していることを容易に検知することが
できる。
【００６１】
　従って、太陽光発電モジュール２１Ａに対する検査によって不具合が発生したセル１０
を検知した場合、ユーザは、例えば、そのセル１０に対応するマーキング２４の箇所に永
久磁石を接着剤などで固定する処理を施すことができる。これにより、不具合が発生した
セル１０に対応するバイパススイッチ２３によりそのセル１０を常にバイパスすることが
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でき、太陽光発電モジュール２１Ａの全体として特性が低下することを回避することがで
きる。即ち、太陽光発電モジュール２１Ａは、不具合の発生したセル１０のみを最小限に
迂回して、他のセル１０からの出力を維持することができる。このように、用意かつ確実
にメンテナンスを実施することができる。
【００６２】
　また、太陽光発電モジュール２１Ａの外部環境の変化により、例えば、設置場所の近隣
に建造物が新たに建設されたことによって日照条件が変化することにより、太陽光発電モ
ジュール２１Ａの一部のセル１０に恒久的に太陽光が照射されなくなる場合がある。この
ような場合でも、ユーザは、恒久的に太陽光が照射されないセル１０に対応するバイパス
スイッチ２３により、そのセル１０がバイパスされるように外部から操作をすることがで
きる。これにより、太陽光発電モジュール２１Ａ全体として発電特性が低下することを抑
制することができる。
【００６３】
　なお、例えば、バックシート４１が、透明な樹脂やガラスにより構成されていて、太陽
光発電モジュール２１Ａの内部に配置されているバイパススイッチ２３－１乃至２３－２
０を、外部から視認することができる場合、マーキング２４－１乃至２４－２０の標記は
不要である。
【００６４】
　なお、図３の太陽光発電モジュール２１Ａは、外部から磁石を近接させるとバイパスス
イッチ２３－１乃至２３－２０が接続状態となるように構成されているが、バイパススイ
ッチ２３－１乃至２３－２０の開放と接続との切り替えを磁気コイルにより行ってもよい
。例えば、マーキング２４－１乃至２４－２０で標記されているように、太陽光発電モジ
ュール２１Ａでは、バイパススイッチ２３－１乃至２３－２０が配置される位置は決まっ
ている。そこで、それぞれ対応する箇所に磁気コイルを配設して、それらの磁気コイルに
よりバイパススイッチ２３－１乃至２３－２０を電気的に駆動させることができる。
【００６５】
　図９には、バイパススイッチ２３－１乃至２３－２０を駆動する駆動回路の配線図が示
されている。
【００６６】
　図９に示すように、駆動回路５１は、２０個の磁気コイル５２－１乃至５２－２０、お
よび４つの制御スイッチ５３－１乃至５３－４を備えて構成される。
【００６７】
　磁気コイル５２－１乃至５２－２０は、太陽光発電モジュール２１Ａの内部に配置され
ているバイパススイッチ２３－１乃至２３－２０に対応する箇所（例えば、図８のマーキ
ング２４－１乃至２４－２０の箇所）に配設される。
【００６８】
　また、磁気コイル５２－１乃至５２－２０の一端は、電源ＶＬに接続されているととも
に、それらの他端は、制御スイッチ５３－１乃至５３－４を介して接地されている。即ち
、磁気コイル５２－１乃至５２－５の他端は、制御スイッチ５３－１を介して接地され、
磁気コイル５２－６乃至５２－１０の他端は、制御スイッチ５３－２を介して接地され、
磁気コイル５２－１１乃至５２－１５の他端は、制御スイッチ５３－３を介して接地され
、磁気コイル５２－１６乃至５２－２０の他端は、制御スイッチ５３－４を介して接地さ
れている。
【００６９】
　例えば、ユーザは、制御スイッチ５３－１乃至５３－４を操作することで、磁気コイル
５２－１乃至５２－２０それぞれを個別に選択して接地させ、その選択された磁気コイル
５２に電流を流すことができる。これにより、選択された磁気コイル５２に電磁力が発生
し、その磁気コイル５２の配設箇所にあるバイパススイッチ２３が閉鎖状態となって、閉
鎖状態のバイパススイッチ２３に対応するセル１０をバイパスすることができる。
【００７０】
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　このように、駆動回路５１を利用することにより、ユーザは、任意のバイパススイッチ
２３を自由に選択して開閉することができる。従って、上述したように磁石を近接させる
ような検査方法よりも、より容易に太陽光発電モジュール２１Ａを検査することができる
。
【００７１】
　なお、磁気コイル５２－１乃至５２－２０は、予め太陽光発電モジュール２１Ａの背面
に固定しておくことができる他、必要に応じて取り外しができるような構造とすることが
できる。また、太陽光発電モジュール２１Ａを検査する際にのみ磁気コイル５２－１乃至
５２－２０を取り付けることが好ましい。この場合、例えば、磁気コイル５２－１乃至５
２－２０の配置を固定するフレームなどに磁気コイル５２－１乃至５２－２０を取り付け
、そのフレームごと太陽光発電モジュール２１Ａの背面に磁気コイル５２－１乃至５２－
２０を配設するような構成を採用することができる。
【００７２】
　また、セル１０をバイパスするバイパス手段としては、バイパススイッチ２３のような
スイッチを使用する他、例えば、ＦＥＴ（Field Effect Transistor：電界効果トランジ
スタ）を使用することができる。
【００７３】
　次に、図１０は、本発明を適用した太陽光発電モジュールの第４の実施の形態の構成例
を示す図である。図１０には、太陽光発電モジュール２１Ｄの配線図が示されている。
【００７４】
　図１０に示されている太陽光発電モジュール２１Ｄは、２０個のセル１０－１乃至１０
－２０およびバイパスダイオード２２を備える点で、図３の太陽光発電モジュール２１Ａ
と同様に構成される。
【００７５】
　一方、太陽光発電モジュール２１Ｄは、２０個のＦＥＴ６１－１乃至６１－２０、４つ
の入出力ポート（Ｉ／Ｏ）６２－１乃至６２－４、および絶縁回路６３を備える点で、太
陽光発電モジュール２１Ａと異なる構成となっている。即ち、太陽光発電モジュール２１
Ｄでは、太陽光発電モジュール２１Ａのバイパススイッチ２３－１乃至２３－２０に替え
て、ＦＥＴ６１－１乃至６１－２０がセル１０－１乃至１０－２０それぞれに対応して設
けられている。
【００７６】
　ＦＥＴ６１－１乃至６１－２０のソースは、それぞれ対応するセル１０－１乃至１０－
２０のプラス電極に接続され、ＦＥＴ６１－１乃至６１－２０のドレインは、それぞれ対
応するセル１０－１乃至１０－２０のマイナス電極に接続される。また、ＦＥＴ６１－１
乃至６１－５のゲートは、入出力ポート６２－１を介して、絶縁回路６３に接続され、Ｆ
ＥＴ６１－６乃至６１－１０のゲートは、入出力ポート６２－２を介して、絶縁回路６３
に接続される。また、ＦＥＴ６１－１１乃至６１－１５のゲートは、入出力ポート６２－
３を介して、絶縁回路６３に接続され、ＦＥＴ６１－１６乃至６１－２０のゲートは、入
出力ポート６２－４を介して、絶縁回路６３に接続される。
【００７７】
　絶縁回路６３には、例えば、ＦＥＴ６１－１乃至６１－２０のいずれかを選択すること
を示すスイッチ選択シリアルデータが供給される。絶縁回路６３は、スイッチ選択シリア
ルデータに従い、それぞれ対応する入出力ポート６２－１乃至６２－４を介して、ＦＥＴ
６１－１乃至６１－２０を個別に絶縁する。これにより、スイッチ選択シリアルデータで
選択されたＦＥＴ６１に対応するセル１０がバイパスされる。
【００７８】
　このように、太陽光発電モジュール２１Ｄでは、セル１０－１乃至１０－２０のバイパ
ス手段として、ＦＥＴ６１－１乃至６１－２０を採用することにより、機械的な接点を有
するスイッチと比較して、酸化や腐食などの心配がないことから、長期間の保存または使
用に優れている。また、ＦＥＴ６１－１乃至６１－２０は、ＯＮ抵抗やバラツキが少ない
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点でも優れている。
【００７９】
　また、太陽光発電モジュール２１Ｄでは、ＦＥＴ６１－１乃至６１－２０のためのゲー
ト線を内部に配線したり電源ラインが必要となるが、それらの配線が煩雑とならないよう
に、太陽光発電モジュール２１Ｄは、太陽光発電モジュール２１Ｄの出力を基準電源とし
、ＦＥＴ６１－１乃至６１－２０のゲートを制御側で絶縁して動作するように構成されて
いる。
【００８０】
　なお、スイッチ選択シリアルデータは、例えば、ユーザが太陽光発電モジュール２１Ｄ
の出力を検査する際に、所定の検査機器を操作することにより絶縁回路６３に供給される
。または、太陽光発電モジュール２１Ｄの出力電圧および出力電流を監視しながら、ＦＥ
Ｔ６１－１乃至６１－２０を順次切り替えて自動的に検査を行う制御手段を設け、その制
御手段からスイッチ選択シリアルデータが絶縁回路６３に供給されるようにしてもよい。
【００８１】
　次に、図１１は、太陽光発電モジュールの自動検査システムの構成例を示すブロック図
である。
【００８２】
　図１１に示すように、自動検査システム７１は、太陽光発電モジュール２１Ｅ、電圧測
定部７２、電流測定部７３、制御回路７４、絶縁回路７５、および変換回路７６を備えて
構成される。
【００８３】
　太陽光発電モジュール２１Ｅは、例えば、図１０に示す太陽光発電モジュール２１Ｄと
同様に、２０個のセル１０－１乃至１０－２０、バイパスダイオード２２、および２０個
のＦＥＴ６１－１乃至６１－２０を備えて構成されている。即ち、太陽光発電モジュール
２１Ｅでは、セル１０－１乃至１０－２０が電気的に直列に接続され、セル１０－１とセ
ル１０－２０との間にバイパスダイオード２２が接続され、セル１０－１乃至１０－２０
ごとにＦＥＴ６１－１乃至６１－２０が設けられている。
【００８４】
　電圧測定部７２は、太陽光発電モジュール２１Ｅから出力される電力の電圧（グランド
レベルとの電位差）を測定しており、所定のタイミングで、制御回路７４により電圧値が
サンプリングされる。電流測定部７３は、太陽光発電モジュール２１Ｅから出力される電
力の電流を測定しており、所定のタイミングで、制御回路７４により電流値がサンプリン
グされる。
【００８５】
　制御回路７４は、電圧測定部７２により測定された電圧値、および電流測定部７３によ
り測定された電流値を監視し、太陽光発電モジュール２１Ｅが備えるＦＥＴ６１－１乃至
６１－２０を順次選択するスイッチ選択シリアルデータを絶縁回路７５に共有する。
【００８６】
　絶縁回路７５は、制御回路７４からのスイッチ選択シリアルデータに従って、変換回路
７６を介して、ＦＥＴ６１－１乃至６１－２０を順次絶縁する。絶縁回路７５からＦＥＴ
６１－１乃至６１－２０を絶縁するために出力される信号はシリアル信号であり、変換回
路７６は、その信号をパラレル信号に変換する。
【００８７】
　上述したように、不具合が発生したセル１０に対応するＦＥＴ６１を絶縁した場合、そ
のセル１０がバイパスされるため、太陽光発電モジュール２１Ｅから出力される電力の電
流が増加する。従って、自動検査システム７１では、制御回路７４が電圧値および電流値
をモニタリングしながら、ＦＥＴ６１－１乃至６１－２０を順次絶縁することで、不具合
が発生したセル１０を検出することができる。
【００８８】
　なお、図１１の自動検査システム７１では、セル１０をバイパスするバイパス手段とし
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てＦＥＴ６１を使用した例について説明したが、例えば、図３を参照して説明したような
バイパススイッチ２３をバイパス手段として使用し、図９を参照して説明したような磁気
コイル５２を制御回路７４により制御することで、バイパススイッチ２３の開閉を制御し
てもよい。
【００８９】
　次に、図１２は、図１１の自動検査システム７１において太陽光発電モジュール２１Ｅ
を検査する処理を説明するフローチャートである。
【００９０】
　ステップＳ１１において、制御回路７４は、検査を行う初期設定として、検査対象とな
るセル１０のアドレスを指定する変数ｎに１をセットし、初期段階（セル１０をバイパス
しない状態）での電圧値および電流値をサンプリングして、処理はステップＳ１２に進む
。
【００９１】
　ステップＳ１２において、制御回路７４は、アドレスｎのセル１０―ｎが選択されたこ
とを示すスイッチ選択シリアルデータを絶縁回路７５に供給する。絶縁回路７５は、スイ
ッチ選択シリアルデータに従って変換回路７６を介してＦＥＴ６１―ｎを絶縁し、これに
よりＦＥＴ６１―ｎがＯＮになる。ステップＳ１２の処理後、処理はステップＳ１３に進
む。
【００９２】
　ステップＳ１３において、制御回路７４は、電圧測定部７２により測定されている電圧
値をサンプリングし、処理はステップＳ１４に進み、制御回路７４は、電流測定部７３に
より測定されている電流値をサンプリングする。
【００９３】
　ステップＳ１４の処理後、処理はステップＳ１５に進み、制御回路７４は、アドレスｎ
のセル１０－ｎが正常であるか否かを判定する。例えば、制御回路７４は、ＦＥＴ６１―
ｎをＯＮにすることにより、太陽光発電モジュール２１Ｅの出力電圧および出力電流が１
つのセル１０分だけ低下すると、セル１０－ｎは正常であると判定する。一方、制御回路
７４は、ＦＥＴ６１―ｎをＯＮにすることにより、太陽光発電モジュール２１Ｅの出力電
流が増加すると、セル１０－ｎは正常でない（異常が発生した）と判定する。
【００９４】
　ステップＳ１５において、制御回路７４が、アドレスｎのセル１０－ｎが正常であると
判定した場合、処理はステップＳ１６をスキップしてステップＳ１７に進む。
【００９５】
　一方、ステップＳ１５において、制御回路７４が、アドレスｎのセル１０－ｎが正常で
ないと判定した場合、処理はステップＳ１６に進む。ステップＳ１６において、制御回路
７４は、例えば内蔵する記録領域に、正常でないと判定したセル１０のアドレス、即ち、
現在のアドレスｎを記録し、処理はステップＳ１７に進む。
【００９６】
　ステップＳ１７において、制御回路７４は、全てのセル１０に対する検査を行ったか否
かを判定する。例えば、制御回路７４は、太陽光発電モジュール２１Ｅが備えるセル１０
の個数がＮである場合、現在の変数ｎがＮ以上である場合、全てのセル１０に対する検査
を行ったと判定し、現在の変数ｎがＮ未満である場合、全てのセル１０に対する検査を行
っていないと判定する。
【００９７】
　ステップＳ１７において、制御回路７４が、全てのセル１０に対する検査を行っていな
いと判定した場合、処理はステップＳ１８に進み、制御回路７４は、変数ｎをインクリメ
ント（ｎ＝ｎ＋１）し、処理はステップＳ１２に戻り、以下、同様の処理が繰り返される
。
【００９８】
　一方、ステップＳ１７において、制御回路７４が、全てのセル１０に対する検査を行っ
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たと判定した場合、処理は終了される。
【００９９】
　以上のように、制御回路７４は、太陽光発電モジュール２１Ｅが備える全てのセル１０
を順次バイパスして、それぞれのセル１０が正常であるか否かを判定し、正常でないと判
定された、即ち、異常が発生したセル１０を検出することができる。
【０１００】
　制御回路７４には、このような検査を行うプログラムが記録されており、一連の処理を
自動的に行うことができ、制御回路７４は、定期的に太陽光発電モジュール２１Ｅを検査
することができる。また、セル１０の応答速度を考慮しても、１つのセル１０あたり１秒
以内で検査することができ、例えば、５０個のセル１０で構成される太陽光発電モジュー
ル１枚の検査に要する時間は１分以内とすることができる。従って、太陽光発電モジュー
ルの検査を毎日実施したとしても、一日の発電量に大きな影響を及ぼすことはない。
【０１０１】
　また、このような検査を、一日のうちに数回行うことにより、例えば、時間帯によって
日照が遮られることにより、不良となるセル１０を検出することができる。また、このよ
うな検査を、一年を通して行うことにより、季節によって日照が遮られることにより、不
良となるセル１０を検出することができる。このように、制御回路７４には、時間帯や季
節などの外部環境によって不良となるセル１０の情報が蓄積され、その履歴を参照するこ
とで、セル１０が不良となる時間帯や季節などにおいて、そのセル１０をバイパスするよ
うに設定することで、太陽光発電モジュール２１Ｅを最適に制御することができる。
【０１０２】
　次に、図１３は、図１１の自動検査システム７１において太陽光発電モジュール２１Ｅ
を最適に制御するための設定を行う処理を説明するフローチャートである。
【０１０３】
　ステップＳ２１において、制御回路７４は、設定を行う初期設定として、設定対象とな
るセル１０のアドレスを指定する変数ｎに１をセットし、処理はステップＳ２２に進む。
【０１０４】
　ステップＳ２２において、制御回路７４は、内蔵する記憶領域に記憶されているアドレ
スｎのセル１０－ｎの履歴を参照する。
【０１０５】
　ステップＳ２２の処理後、処理はステップＳ２３に進み、制御回路７４は、ステップＳ
２２で参照した履歴に基づいて、アドレスｎのセル１０－ｎは、常に不良であるか否かを
判定する。
【０１０６】
　ステップＳ２３において、アドレスｎのセル１０－ｎは常に不良であると判定された場
合、処理はステップＳ２４に進み、制御回路７４は、アドレスｎのセル１０－ｎは常にバ
イパスすると設定する。
【０１０７】
　一方、ステップＳ２３において、アドレスｎのセル１０－ｎは、常に不良でないと判定
された場合、処理はステップＳ２５に進み、制御回路７４は、ステップＳ２２で参照した
履歴に基づいて、セル１０－ｎは外部環境によって不良となるか否かを判定する。
【０１０８】
　ステップＳ２５において、アドレスｎのセル１０－ｎは外部環境によって不良となると
判定された場合、処理はステップＳ２６に進み、制御回路７４は、ステップＳ２２で参照
した履歴に基づいて、アドレスｎのセル１０－ｎをバイパスするタイミングを設定する。
即ち、セル１０－ｎが不良となる時間帯および季節によりをセル１０－ｎをバイパスする
ように設定する。
【０１０９】
　ステップＳ２４またはＳ２６の処理後、あるいは、ステップＳ２５においてアドレスｎ
のセル１０－ｎは外部環境によって不良とならない（常に正常である）と判定された場合
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、処理はステップＳ２７に進む。
【０１１０】
　ステップＳ２７において、制御回路７４は、全てのセル１０に対する設定を行ったか否
かを判定し、全てのセル１０に対する設定を行っていないと判定した場合、処理はステッ
プＳ２８に進む。ステップＳ２８において、制御回路７４は、変数ｎをインクリメント（
ｎ＝ｎ＋１）し、処理はステップＳ２２に戻り、以下、同様の処理が繰り返される。
【０１１１】
　一方、ステップＳ２７において、制御回路７４が、全てのセル１０に対する設定を行っ
たと判定した場合、処理は終了される。
【０１１２】
　以上のように、制御回路７４は、不具合が発生したセル１０に対しては常にバイパスす
ると設定することができるとともに、外部環境によって不良となるセル１０に対しては、
そのセル１０をバイパスするタイミング（時間帯および季節）を設定することができる。
これにより、例えば、セル１０が不良となる条件が整った場合に、ＦＥＴ６１を積極的に
ＯＮにすることにより、太陽光発電モジュール２１Ｅの発電量が減少することを効率よく
回避することができる。
【０１１３】
　また、太陽光発電モジュール２１Ｅを最適に制御するための設定を行う処理を所定の間
隔で行うことにより、外部環境の変化により、例えば、設置場所の近隣に建造物が新たに
建設されたことによって日照条件が変化することにより、不良となるセル１０が新たに発
生したとしても、そのセル１０が適切にバイパスされるように設定することができ、太陽
光発電モジュール２１Ｅの発電特性の低下を適切に抑制することができる。
【０１１４】
　なお、太陽光発電装置が複数の太陽光発電モジュール２１を備えて構成される場合、図
１２および図１３を参照して説明した処理は、太陽光発電モジュール２１ごとに行うこと
ができ、制御回路７４には、太陽光発電モジュール２１ごとの履歴が記録される。即ち、
制御回路７４は、太陽光発電モジュール２１ごとに最適な制御を行うことができる。
【０１１５】
　なお、上述のフローチャートを参照して説明した各処理は、必ずしもフローチャートと
して記載された順序に沿って時系列に処理する必要はなく、並列的あるいは個別に実行さ
れる処理（例えば、並列処理あるいはオブジェクトによる処理）も含むものである。また
、プログラムは、１のCPUにより処理されるものであっても良いし、複数のCPUによって分
散処理されるものであっても良い。
【０１１６】
　また、本明細書において、システムとは、複数の装置により構成される装置全体を表す
ものである。
【０１１７】
　なお、上述した一連の処理は、ハードウエアにより実行することもできるし、ソフトウ
エアにより実行することもできる。一連の処理をソフトウエアにより実行する場合には、
そのソフトウエアを構成するプログラムが、専用のハードウエアに組み込まれているコン
ピュータ、または、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行する
ことが可能な、例えば汎用のコンピュータなどに、プログラム記録媒体からインストール
される。
【０１１８】
　コンピュータでは、ROM（Read Only Memory）に記憶されているプログラムや、ハード
ディスクや不揮発性のメモリなどよりなる記憶部に記憶されているプログラムなどが、RA
M（Random Access Memory）にロードされ、CPU（Central Processing Unit）により実行
される。それにより、上述した一連の処理が行われる。
【０１１９】
　また、それらのプログラムは、あらかじめ記憶部に記憶させておく他、ネットワークイ
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スクを含む）、光ディスク（CD-ROM(Compact Disc-Read Only Memory),DVD(Digital Vers
atile Disc)等）、光磁気ディスク、または半導体メモリなどのリムーバブルメディアを
駆動するドライブを介して、コンピュータにインストールすることができる。
【０１２０】
　なお、コンピュータが実行するプログラムは、本明細書で説明する順序に沿って時系列
に処理が行われるプログラムであっても良いし、並列に、あるいは呼び出しが行われたと
き等の必要なタイミングで処理が行われるプログラムであっても良い。また、プログラム
は、１つのCPUにより処理されるものであっても良いし、複数のCPUによって分散処理され
るものであっても良い。
【０１２１】
　なお、本発明の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明
の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【符号の説明】
【０１２２】
　１０　セル，　２１　太陽光発電モジュール，　２２　バイパスダイオード，　２３　
バイパススイッチ，　２４　マーキング，　３１　コイルばね，　３２　固定接触部，　
３３　可動接触部，　３４　磁性部材，　３５　板ばね，　４１　バックシート，　４２
　配線，　４３　磁石，　４４　フロントシート，　５１　駆動回路，　５２　磁気コイ
ル，　５３　制御スイッチ，　６１　ＦＥＴ，　６２　入出力ポート，　６３　絶縁回路
，　７１　自動検査システム，　７２　電圧測定部，　７３　電流測定部，　７４　制御
回路，　７５　絶縁回路，　７６　変換回路

【図１】 【図２】



(17) JP 2012-138518 A 2012.7.19

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(18) JP 2012-138518 A 2012.7.19

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(19) JP 2012-138518 A 2012.7.19

【図１１】 【図１２】

【図１３】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

